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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPOSANTS ELECTROMECANIQUES POUR
EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
PROCEDURES D’ESSAI DE BASE ET
METHODES DE MESURE -

Partie 1: Généralités

AVANT-PROPOS

1) {a CEl (Commission Electrotechnique Internationale} est une organisétic

hational mtéresse par le sujet traité peut participer. Les orga
hon gouvernementales, en liaison avec la CEl, participen
‘Ptroitement avec I'Organisation Internationale de No
ccord entre les deux organisations.

2) lLes décisions ou accords officiels de la CEl en c q i con Bsti i , rés par les
Comités d'études ol sont représentés/to i : iong, expriment
Hans la plus grande mesure possibleMn acsord.intern 4

3) Ces décisions constituent des recom hormes, de
apports techniques ou de guides et ag

4) s’engagent

5 de la CEI
t la norme
ationale ou régio

La [Norme i e la CEL

Composant

Celt

am

Le

DIS Rapport de vote
48(BC)341 48(BC)344

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cette norme.

L’an

nexe A est donnée uniquement & titre d’information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMECHANICAL COMPONENTS FOR
ELECTRONIC EQUIPMENT -
BASIC TESTING PROCEDURES AND
MEASURING METHODS -

Part 1: General

FOREWORD

compriging all national electrotechnical committees (IEC National Committees)\The\o s to
promote international cooperation on all questions concerning standardiz and
electropic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishe dards
Their preparation is entrusted to technical committees; any IE d in
the subject dealt with may participate in this preparatory w6 and
non-goyernmental organizations liaising with the IEC also IEC
collaborates closely with the International Organization foy” Standa with
conditions determined by agreement between the two organizations

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technica son
which gll the National Committees having a sp presented, express, as nearlly as
possibip, an international consensus of opinion omth

reports|or guides and they are accepted by the National es in that sense.

the form of standards, technical

4) In ordef to promote international unification, \EC onal Cemmitiees undertake to apply |IEC Internatjonal
Standafds transparently to im £ ble in\their national and regional standards.| Any
divergence between the IEC'S Qrrespondihg fiational or regional standard shall be clparly

indicatgd in the latter.

This thir
amendm

edition a

ich it constitutes a minor revision.

The text d on the following documents:

DIS Report on voting

48(C0)341 48(C0)344

Internatignal- Sta > prepared by IEC technical committee |48:
Electrompchanic 1anical structures for electronic equipment.

gs the second edition, published in 1984, and its

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report

on voting indicated in the above table.

Annex A is for information only.
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INTRODUCTION

La présente partie de la CEl 512 contient des informations fondamentales sur les
méthodes et les procédures d’essai.

Elle est destinée a étre utilisée dans les cas ol une spécification générique, intermédiaire
ou particuliére pour un certain composant a été préparée de fagon & assurer 'uniformité et
la reproductibilité des procédures d’essai.

Les termes «épreuves d’environnement» ou «essais d’environnement» incluent les
environnements naturels et artificiels (y compris les contraintes électriques) auxquels les
o i TacteT es puisse
étn nuelles ils
pe

Le s g ; sont pas
tr:]tées dans cette norme. La spécification applicable_au\ spéci essai fdrécise les
limites admissibies des caractéristiques fonctionnelles

La(liste des essais publiés est donnée dans lannexe A Celte aynexe sera nfise a jour
selon les nécessités.

Popr prévoir de futures extensi 5 aintenir I’homogéngité de la
présentation, chaque section d'essaj i dentifiées

par adjonction d’une lettre minus

Section deux - Essai
Essai 2a: Résistance
Fssai 2b: Résis

9,
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INTRODUCTION

This part of IEC 512 contains fundamental information on test methods and procedures.

It is intended to be used in those cases where a generic, sectional or detail specification
for a certain component has been prepared, so as to achieve uniformity and reproducibility
in the testing procedures.

The term "environmental conditioning” or "environmental testing" covers the natural and
artificial environments (including electrical stresses) to which components are exposed so
that an ] port
and storgge to which they may be exposed in practice.

The reqpirements for the performance of the components this

standard| The relevant specification for the item under ible
performance limits.

A list of p iate.
To provig etain n@te y of presentation, €ach

test section will be subdivided. The subdivisi i ifi f a
iower-cas :
Sectio
Test 2
Test 2b:
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COMPOSANTS ELECTROMECANIQUES POUR
EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
PROCEDURES D’ESSAI DE BASE ET
METHODES DE MESURE -

Partie 1: Généralités

Domaine d’application et objet

e contient
Articuliére
d’activité

brsqu’une

dures de

avec la
ndiquera
quis pour chacun d’eux et lds limites
La spécification particuliére $pécifiera
vent étre inévitables quand on applique un
¢, et spécifiera en plus toutes les prpcédures

cas de ente spécification de base et toute spécifidation de

composant i 3 ditigns de la spécification du composant s’appliquergnt.

*

Domaine d'activité du comité d'études 48: Normalisation des connecteurs et interrupteurs électriques ainsi
que des structures mécaniques pour équipements électroniques et électriques et dispositifs de connexion.

NOTES

1 Le comité d'études ne traitera pas des connecteurs pour les fréquences radioélectriques qui sont du
ressort du comité d'Studes 46 de méme que les cables pour les fréquences radioélectriques.

2 Les supports de composants tels que les cristaux {quartz) ou les tubes électroniques seront traités en
collaboration avec le comité d’études correspondant.

3 Le comité d'études n'élaborera pas les prescriptions de sécurité applicables aux interrupteurs
puisqu’elles sont du ressort du SC 23J.

Cela s'applique également aux prescriptions de sécurité qui intéressent des domaines déja confiés a
d’autres comités.
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ELECTROMECHANICAL COMPONENTS FOR
ELECTRONIC EQUIPMENT -~
BASIC TESTING PROCEDURES AND
MEASURING METHODS -

Part 1: General

1 Scope and object

This part snded to beu 3 of:
methods|and procedures which, when required by the detail specificati
electromechanical components within the scope of technical committee<

test
for

They alsc

The objegt of this standard is to establish test method urement procedures for
use in spgcifications for electromechanical compone

This stanfard is to be used in conjunction

This standard is to be used in conjusiction tail

specificatjon which will select and pres rib 3 used, the required degree of
issible peyformg ion

severity fpr each of them ar
will also gpecify the deviations i procedie,which may be inevitable when applying a {est
i d it will further specify any spegial

to the ty

procedurgs which T

In the event of copnfli bdsic specification and any individual compongnt
specificat{on, the r ) omponent specification will apply.

*

Scope of technical committee 48: Standardization of electric switches, electric connectors and mechanical
structures for electronic and electrical equipment and connecting devices.

NOTES

1 R.F. connectors will not be dealt with by this technical committee as they will be covered by technical
committee 46, together with r.f. cables.

2 Sockets for components such as crystals or electronic tubes shall be considered in co-operation with
the relevant technical committee.

3 Safety requirements for switches will not be developed by this technical committee as they are covered
by SC 23J.

This also applies to safety requirements for areas already dealt with by other committees.
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2 Référence normative

Le document normatif suivant contient des dispositions qui, par suite de la référence quiy
est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 512. Au
moment de la publication, I'édition indiquée était en vigueur. Tout document normatif est
sujet a révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la
CEl 512 sont invitées a rechercher la possibilité d’appliquer I'édition la plus récente du
document normatif indiqué ci-aprés. Les membres de la CEl et de I''SO possédent le
registre des Normes internationales en vigueur.

CE| 68-1: 1988, Essais d’environnement — Premiére partie: Généralités et guide

3 | Définitions

Poyr les besoins de la présente partie de la CEl 512, les définitid iquent.

de fagon
emplissent un¢ fonction

3.1 famille: Groupe de composants électromécaniq
prddominante une caractéristique physique pariculiere-e
déferminée.

3.1.1 Exemple

Famille: Connecteur.

3.2 sous-famille: Groupe de
sul

3.21

3.3 type
particulier

bmposant

3.3

bitiers et

3.4 spécification de base: Spécification applicable & tous les composantg électro-

mécaniques ou 3 une grande partie d’entre eux

3.5 spécification générique: Spécification applicable & une famille de composants
électromécaniques.

3.6 spécification intermédiaire: Spécification applicable & une sous-famille de composants
électromécaniques.

3.7 spécification particuliére cadre: Bien qu’elles ne constituent pas en elles-mémes
un niveau de spécification, les spécifications particuliéres cadres devraient étre préparées
a titre de directives a I'intention de ceux qui sont concernés par la préparation des
spécifications particuliéres.
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2 Normative reference

The following normative document contains provisions which, through reference in this
text, constitute provisions of this part of IEC 512. At the time of publication, the edition
indicated was valid. All normative documents are subject to revision, and parties to
agreements based on this part of IEC 512 are encouraged to investigate the possibility of
applying the most recent edition of the normative document indicated below. Members of
IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 68-1: 1988, Environmental testing — Part 1: General and guidance

3 Defifitions
For the purpose of this part of IEC 512, the tollowing definitions app

3.1 family: Group of electromechanical components which\p
particular physical characteristic and/or fulfil a specific funct

3.1.1 Example

Family: Connectors.

3.2 sulb-family: Group of electromechani ents derived by further subdivigion

of a family and having similar applicatio fea@.
Sub-fgmily: Rectangularce

3.3 type and st 3 initj e’ and "style”, referring to a particular component,
etail specification.

are given|in the d

3.2.1 Example

3.4 Dbasjcspecification: Specification which is applicable to all electromechanical

componemnts-or a large group thereof

3.5 generic specification: Specification which is applicable to a family of electro-
mechanical components.

3.6 sectional specification: Specification which is applicable to a sub-family of electro-
mechanical components.

3.7 blank detail specification: While not being in themselves a specification level,
blank detail specifications may be provided for the guidance of those concerned with the
preparation of detail specifications.
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3.8 spécification particuliére: Spécification dérivée d'une spécification de composants
et s'appliquant & un composant particulier ou & un groupe de composants associés. Elle décrit
¢e composant ou groupe de composants, y compris toutes les valeurs et caractéristiques
nécessaires, et donne les conditions de contréle requises et les références appropriées a
la spécification de composant. '

3.9 lot de contréle (d’essal): Quantité spécifiée de composants ¢électromécaniques
identiques présentés aux essais, ensemble et en accord avec le programme d’essai
applicable.

3.10 spécimen d’essal: Composant électromécanique individuel & essayer conformément
aux procédures indiquées dans cette norme.

o

3.11 essal: Série compléte d’opérations correspondant & ur en- q
comprenant normalement ce qui suit:

onque et

- préconditionnement (si prescrit);
- mesure initiale (si prescrit);
T+ épreuve;

T reprise (si prescrit);
examen final et mesures finales.

3.12 préconditionnement: Traitement' . i a) er ou de
contrebalancer partiellement les effet : <

3.13 cim aux ympris la-
cha nerdes effets de ces conditions.

3.14 : Traiteqms &n apres I'épreuve afin de stabiliser ses propriétés
ava

4

Sau tous les essais doivent étre faits dans des conditions
atmosp

Ava esures, les spécimens d’essai doivent étre préconditionnés Hans les
conditions<atn ériques normales d’essai pendant un temps specifié dans la spégification
partruliére.

La température ambiante et I'humidité relative dans lesquelles les mesures sont
effectuées doivent étre notées dans le rapport d’essai.

L'essai doit étre fait avec des spécimens dans I'état ou ils sont livrés par le fournisseur.
En aucun cas, les surfaces de contact ne doivent étre nettoyées ou préparées de quelque
facon que ce soit avant I'essai, sauf prescription expresse.

En cas de litige au sujet des résultats, I'essai doit étre effectué d'aprés l'une des
conditions d’arbitrage de la CEl 68-1.
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3.8 detall specification: Specification which is derived from a sectional specification. It
covers a particular component or a group of related components. It describes that component
or group of components, including all necessary values and characteristics, and gives
the inspection requirements and appropriate references to the generic or sectional
specification.

3.9 Inspection (test) lot: Specified quantity of identical electromechanical components
presented together for testing in accordance with the relevant test schedule.

3.10 test specimen: Single electromechanical component to be tested in accordance
with the procedure laid down in this standard.

3.11 tht: Complete series of operations covered by any one headi g and rmally
consistinjg of the following:
- pre-conditioning (where required);
- injtial measurement (where required);
- cgnditioning;

- repovery (where required);
- firal examination and measurements.

3.12 pre-conditioning: Treatment of\a
counteragting the effects of its previous

3.13 cohditioning: Exposure of a specime envirgnimental conditions, including electfical
load, in drder to determine, ectof such sonditions on it.

3.14 rec e[ Conditioning in order to stabilize its propetrties
before m

Spe rtly

tory

4 Stan

Unless 3 i ests shall be carried out under standard atmosphgric
condition AS-8 -

Before meast e’ made, the test specimens shall be pre-conditioned under
standard i ditions for testing for a time as specified in the detail specification.

The ambient temperature and relative humidity at which the measurements are made shall
be stated in the test report.

The test shall be carried out with specimens as received from the supplier. in no case
shall the contact parts be cleaned or otherwise prepared prior to test, unless explicitly
required.

In cases of dispute about the test results, the test shall be carried out at one of the referee
conditions of IEC 68-1.
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5 Essais

5.1 Séquences d’essais

Les séquences d’essais sont décrites dans les spécifications de norme ou spécifications
particuliéres. Les numéros d’essais utilisés dans cette norme n’ont aucune signification
par rapport a la séquence d'un essai; ils sont donnés pour identifier I'essai a des fins de
référence. Pour éviter les doubles emplois et des mesures onéreuses, la spécification de
composants ou spécification particuliére sélectionnera et indiquera aussi les mesures a
faire d’aprés la liste des mesures comprises dans les divers documents consacrés aux
méthodes d’essais.

5.2—FEssais—combinés

Les essais combinés sont spécifiés. Il convient que toute combigaison ntaire des
essais qui n'est pas essentielle pour une application particuliece

5.3 Répétition de mesures

0] dan 5 cag
N

qug toutes les phases de production, d'outillage o procédés “de fabricgtion sont

satisfaisantes (par exemple piéces produites par un qutj i empreintes multiples).
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5.4| Autres méthodes d’essai

Leg méthodes d’essai données dans cette S es méthodes préférentie|les, mais
pag nécessairement les seules qui peuvenh\é isées. En cas de conflit, cepéndant, la
méthode spécifiée doit étre utilisée co ant \a méthode de référence.

Lorsque, pour dg
appartient au fab

méthode qu’jipeu
méthodes s

orité accordant ’homologation que tolute autre

n, dautres méthodes sont uz}:‘isées, il
Itats équivalents a ceux obtenus en sgivant les

6.1

Ung sant aux

exid

)\peut causer une panne prématurée du composant, et/ou

b) réduit matériellement les aptitudes du composant a la fonction pour laquelle il est
prévu.

(¢}

6.2 Non-conformité mineure

Une non-conformité mineure est une imperfection qui ne doit pas compromettre les aptitudes
du composant & la fonction pour laquelle il est prévu ou bien est une divergence mineure
par rapport a la spécification, ayant peu ou pas d'influence sur les aptitudes du composant
a cette fonction, par exemple rayures, fini de surface, corrosion mineure, décoloration, etc.

Normalement, une non-conformité mineure n’est pas une cause de refus, mais doit étre
consignée dans le rapport d’essai.
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5 Testing

5.1 Test sequences

The test sequences are as described in the sectional or detail specifications. The test
numbers used in this standard have no significance with respect to test sequence; they
are given to identify a test for reference purposes. In order to avoid duplication and costly
measurements, the sectional or detail specification will also select and prescribe those
measurements to be performed out of a list of measurements contained in the various test
method documents.

5.2 Combinedtests
Combinef tests are specified. Additional combination of tests should e avoided ess

essentiallto a specific application.

5.3 Repetition of measurements

Repetitiop of identical dimensional measurements is to 8 requireg to
prove that all aspects of manufacturing, tooling or procé 2 3 ory (for example,
parts progluced from multi-cavity tooling).

5.4 Altgrnative test methods

The test methods given in this standard are the\pre 2 hods but not necessarily jthe
only oneg which can be used. In case , the specified method shall be
used as the referee method.

Where approval procedures ‘a ) and alternative methods are employed, it is the
responsi%my of the manufac 3 e~ authority granting approval that any
alternativé metho hay usecgive results equivalent to those obtained by fhe
methods § peciﬁed@

6 Classijfication ‘of

6.1  Maj

A major -contprinance /is any non-conformance of a component with specifjed
requiremeli\ts thatk

a) is likely to result in premature major failure of the component, and/or

b) reduces materially its ability to perform its intended function.

6.2  Minor non-conformance

A minor non-conformance is a shortcoming that does not reduce materially the ability of a
component to perform its intended function, or is a minor departure from specifications,
having little or no effect on the ability of a component to perform its intended function, for
example, scratches, surface finish, minor corrosion, discoloration, etc.

A minor non-conformance is not a cause for rejection but it shall be recorded in the test
repont.
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Annexe A Annex A
(informative) (informative)
Liste de référence des publications Reference list on new and old
antérieures et nouvelles publications of test methods
des méthodes d’essai for connectors

pour les connecteurs

@%
5
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N° N° de la N° dela
de nouvelle Titre de I'essai publication
I'essai publication antérieure
- 512 Généralités 512-1
Partie 1: Examen général
1a 512-1-1 Examen visuel 512-2
1b 512-1-2 Examen de dimension et masse 512-2
1c 512-1-3 Profondeur d’engagement électrique -
1d 512-1-4 Efficacité de la protection des contacts (scoop-proof) -
Partie 2: Essais de continuité électrique et de ré
contact
2a 512-2-1 Résistance de contact — Méthode au niveaud
2b 512-2-2 Résistance de contact — Méthode du cou
spécifié
2c 512-2-3 Variation de la résistance de contac
2d (Non attribué)
2e 512-2-5 Perturbation de contact 512-2
2f 512-2-6 Continuité électrique du boitiér (caguilie 512-2
29 (Non attribué)
2h - Résistance (de terre) de 5[12-2
de montage (&n saillig)
3a 5[12-2
4a 512-2
4b 512-2
4c 512-2
5a 512-3
5b 512-3
artie 6: Essais de contraintes dynamiques
6a Accélération constante 5[12-4
6b Secousses 5(12-4
6c Chocs 512-4
6d 512-6-4 Vibrations 5(12-4
6e 512-6-5 Vibrations aléatoires -
Partie 7: Essais d’impact (composants libres)
7a 512-7-1 Chute libre (essai répété) 512-5
7b 512-7-2 Résistance mécanique au choc 512-5
Partie 8: Essais d’'impact sous charge statique (composants
fixes)
8a 512-8-1 Charge statique transversale 512-5
8b 512-8-2 Charge statique axiale 512-5
8c 512-8-3 Robustesse du levier de commande 512-5
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Test New Oid
No. publication Test name publication
No. No.
- 512 General 512-1
Part 1: General examination
1a 512-1-1 Visual examination 512-2
1ib 512-1-2 Examination of dimensions and mass 512-2
1c 512-1-3 Electrical engagement length -
1d 512-1-4 Contact protection effectiveness (scoop-proof) -
Part 2: Electrical continuity and contact resista tests
2a 512-2-1 Contact resistance — Millivolt fevel method 512-2
2b 512-2-2 Contact resistance — Specified test curren hed 12-2
2c 512-2-3 Contact resistance variation 12-2
2d (Vacant)
2e 512-2-5 Contact disturbance 5[12-2
2f 512-2-6 Housing (shell) electrical continuit 5[12-2
2g {(Vacant)
2h g’bush 5[12-2
3a 5[12-2
4a 5[12-2
4b 5[12-2
4c 5[12-2
5a 512-3
5b 5[2-3
6a 512-4
6b 512-4
6¢c 5112-4
6d 512-4
6e andom vibration -
Part 7: Impact tests (free components)
7a 54271 Free-fall (fcpcatcd) 512-5
7b 512-7-2 Mechanical strength impact 512-5
Part 8: Static load tests (fixed components)
8a 512-8-1 Static load, transverse 512-5
8b 512-8-2 Static load, axial 512-5
8c 512-8-3 Robustness of actuating lever 512-5
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N° N° de la N° dela
de nouvelle Titre de Pessai publication
I’essai publication antérieure
Partie 9: Essais d’endurance
9a 512-9-1 Fonctionnement mécanique 512-5
9b 512-9-2 Charge électrique et température 512-5
9¢c 512-9-3 Charge électrique et fonctionnement mécanique 512-5
od 512-9-4 Durabilité du systéme de rétention des contacts et des 512-5
joints d’étanchéité
9e 512-9-5 Charge en courant cyclique 512-5
Partie 10: Essais de surcharge
10a - * Surcharge électrique (interrupteurs) blt2-5
10b -* Interruption de charge capacitive 12-5
10c (Non attribué)
10d 512-10-4 Surcharge électrique (connecteurs) 5[12-5
Partie 11: Essais climatiques
11a 512-11-1 Séquence climatique 5[12-6
11b 512-11-2 Combinaison/séquence de frgid, de b 5[12-6
atmosphérique et de chaleun hu
11c 512-11-3 Essai continu de chaleur idé 5/12-6
11d 512-11-4 Variations rapi 5[12-6
11e 512-11-5 Moisissures 5(2-6
111 512-11-6 Corrosion, broujlia 512-6
11g 512-11-7 ~
11h 512-11-8 -
11i 512-11-9 5[12-6
11j 512-11-10 512-6
11k 512-11-11 512-6
111 '
i1m 512-1@ 512-6
11n 512-11-13 512-6
110
11p
12a 512-6
12b 512-6
12¢ Soudabilité, retrait de mouillage 512-6
12d Résistance a la chaleur de soudage, méthode du bain 512-6
d’'alliage
12e 512-12-5 Résistance a la chaleur de soudage, méthode du fer a 512-6
souder
12f 512-12-6 Etanchéité aux flux et solvants de nettoyage avec machine -
a souder
Partie 13: Essais de fonctionnement mécanique
13a 512-13-1 Forces d’accouplement et de désaccouplement 512-7
13b 512-13-2 Forces d’insertion et d'extraction 512-7
13c -* Force de fonctionnement (interrupteurs) 512-7
13d —* Couple de manoeuvre (interrupteurs) 512-7
13e 512-13-5 Méthode de polarisation 512-7
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Test New Oid
No. publication Test name publication
No. No.
Part 9: Endurance tests
9a 512-9-1 Mechanical operation 512-5
9b 512-9-2 Electrical load and temperature 512-5
9c 512-9-3 Mechanical operation with electrical load 512-5
9d 512-9-4 Durability of contact retention system and seals 512-5
e 512-9-5 Current loading, cyclic 512-5

Part 10: Overload tests

10a - Electrical overload, switches 2-5
10b - Switching capacitive loads 2-5
10c (Vacant)

10d 512-10-4 Electrical overload, connectors 2-5

Part 11: Climatic tests
11a 512-11-1 Climatic sequence 512-6
11b 512-11-2 Combined/sequential cold, lgx 8 512-6
damp heat

11c 512-11-3 Damp heat, steady state 512-6
11d 512-11-4 Rapid chang 512-6
11e 512-11-5 Mould growtk 512-6
11f 512-11-6

Corrosion, salt\mi 512-6
11g 512-11-7 Flowing mixed 5
11h 512-11-8 :
11i 512-11-9

11j 512-11-10
11k 512-11-11

111 A MoNntentio
11m 512-1@ : -6
11n 512-11 g 51p-6
110 i
i1p
12a rability, wetting, solder bath method -6
12b olderability, wetting, iron method 51p-6
12c olderability, dewetting 51pR-6
12d Resistance to soidering heat, solder bath method 51pP-6
12e Resistance to soldering heat, iron method 51p-6
12f Sealing-againstflux-and-cleaning-solventsi

machine soldering

Part 13: Mechanical operating tests
13a 512-13-1 Engaging and separating forces 512-7
13b 512-13-2 Insertion and withdrawal forces 512-7
13c - Operating force (switches) 512-7
13d - Operating torque (switches) 512-7

13e 512-13-5 Polarizing method 512-7
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N° N° de la N° de la
de nouvelle Titre de I'essai publication
'essai publication antérieure

Partie 14: Essais d’étanchéité

14a (Non attribué)
14b 512-14-2 Etanchéité (faible perte d’air) 512-7
14c (Non attribué)
14d 512-14-4 Immersion sous pression d’'eau
14e 512-14-5 Immersion & basse pression atmosphérique
14f 512-14-6 Etanchéité interfaciale
14g 512=14=7 Plujcutiuu deat
Partie 15: Essais mécaniques des connecteurs
15a 512-15-1 Rétention des contacts dans l'isolant
15b 512-15-2 Rétention de lisolant dans le boitier (axia
15¢ 512-15-3 Rétention de l'isolant dans le boitier (tofsi
15d 512-15-4 Force d’insertion, de déverrouillage €
15e 512-15-5
15f 512-15-6
15¢g 512-15-7
16a 512-16-1 512-8
16b 512-16-2 512-8
16¢c 512-16-3 512-8
16d 512-16-4 512-8
16e 512-16-5 512-8
16f 512-16-6 512-8
16g 512-16-7 512-8
16h 512-16-8 512-8
16i 512-1 512-8
16j
16k 512-8
16m 512-8
16n 512-8
160
16p 512-8
16q 512-8
16r Débattement des contacts males dans l'isolant d’'un 512-8
connecteur sous simulation
16s 512-16-19 Résistance du systeme de rétention des contacts _a -
Putilisation des outils
16t 512-16-20 Tenue mécanique (sortie cablée de connexion sans -
soudure)
Partie 17: Essais de maintien mécanique des cébles
17a 512-17-1 Robustesse des serre-cébles 512-9
17b 512-17-2 Résistance des serre-cables a la rotation des céables 512-9
17¢ 512-17-3 Résistance des serre-cables a la traction des cables 512-9
17d 512-17-4 Résistance des serre-cdbles a la torsion des cébles 512-9

Partie 18: Essais de risque d’explosion
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